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Allgemeines

alysestelle : Aufnahme mit dem
Rasterelektronenmikroskop
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¢&=== To Vacuum Pump

° @&
(©)
(@] ‘ [®)
To Spectrometer?k
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Sample
© Ground Energy Ar atom (cathcﬁje)

ot Argon lon
O Sample atom
{8: Excited Sample atom

nionen werden auf die Probenoberflache beschleunigt, die dann auf
ne zerstaubt wird. Die Probenteilchen diffundieren ins Plasma und emittieren,
ol3prozesse; kicht. Diese Licht wird in einem optischen Spektrometer
analysiert und dadu ie Zusammensetzung des Schichtsystems bestimmt.

unne Schichten 2007
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Gerateaufbau

Sekundarspalt
o

Mono

Rowlandkreis

Holographisches Gitter Prlmarspalt
automatisch ausrichtbar in 2
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GD-OES

Irekte Analyse von

Feststoffen
* 2 verschiedene Verfahren der Analyse maoglich

Bulk (integrierte Intensitat/Konzentration) TN e

Tiefenprofil (Zeit/Tiefe gegen B "
Intensitat/Konzentration) " qc_

e _ Alle Elemente des Periodensystems detektierbar
| ereich von 0,1ppm - 100% bel einer Tiefe
<10nm - >100pm
-

o

—
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Auswertemoglichkelte

ohe Empfindlichkeit, hohe Geschwindigkeit

* GD-CCD
Hohe Empfindlichkeit, Kanalflexibilitat

_ « GD - PMT/CCD
“»Hohe Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und
analflexibilitat

i
1“-""'“"---_
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A
v

epa1s0 | y
——  *CCD-Spektrometer S 130 O
*2,5-mm-, 4-mm- \i/
LoD 0,1 - 10 ppm *Rowland Kreis mit PMT Detektion
.CCD-Spektrometer .ngh end Bulk- 02,5_mm_, 4_mm_, 8-mm-Anoden
_ °2,5-mm-, 4-mm- Analysen *Schnelle Auswertung fiir diinne
“Anoden - - Schichten
Tiefenprofilanalysen : e
0D+100 ppm DC *Radio Frequenz Entladung fir die
Vo eanen Analyse von Nichtleitern
T — LoD 0,1 ppm — 10 ppm
Alle diese Gerate K@ n optlonal mit einer Universalmesskammer zur Analyse

von nicht ebenen Proben
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Neu HF-Anlage fur die Gerate der Serie. GDA650/750

Das bisherige System der Firma Spectruma.wurde ve ert. Die Verwendung
einer Matchbox, in der die beiden Kondens m Abgleich der Vorwarts- und
¥ g ' ' mussten, hat ausgedient und wird durch

einen Freischwinger ersetzt.
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Dadurch wirésaicht nuF'GEFEing_klwingvorgang stark reduziert, was eine

asung im oberflachennahen Bereich ermoglicht,
Anpassung der Kondensatorpositionen

deutlich bessere
sondern der ubliche Vorg
wird komplett ersetzt.
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Magazin

Probenarmn

il

Automatische Probenzufuhrung
fur Routineanalysen

-Magazin kann mit iber 100 Proben bestuckt werden
-Einfacher und schneller Wechsel

Der ,Autosampler® ist fur die GDA
650/550/750 optional und
nachrustbar, ebenso werden alle
gangigen Lampengrof’en, sowie die
RF-Anregung unterstutzt
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ANALYITK GMBH Neue Software-Version 4.1

)

- i

o) 3 i # 5 # O
Toghos o iobde piad g Feticn H= | o oty ek Lz ="4Th.Z o=l j
-Schnellere Bedienung durch ubersmhthche Verknupfungen WI N 0
-Keine einzelnen Programme O

-einfachere Anpassungen der Messbedingungen

-Ubersichtlichere Datenbanken
“, -Benutzerdefinierte Verknupfungen fur standig verwendete Programme
w:Definierung von verschiedenen Benutzer mit unterschiedlichen Rechten
vomseinfachen Messknecht ,von der Strasse” bis hin zum GDOES-

inistr und unterschiedlichen Oberflachen
-Verlan ng der Messzeit wahrend der Messung -
-Verbesseru ,,Jobs“e(Rmeremessungen) —

-Umstellung der Ben che wahrend der Laufzeit

~... (Link zu Prasentation Version 4)
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Beispiele

uminum cladding
* Verzinkungen / Passivierungen
* Turbinenfllgel
* Warmebehandlung

M\"“‘x. etc...
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Aluminium cladding

Bild 1 zeigt ein Beispiel eines
Aluminumcladding Materials. Dieses

Qo] P —— verwendet man Ublicherweise in der
D I Automobilindustrie fur Lufter,
5, acow Kondensatoren etc. Das Besondere
o o A an dieser Art ist, dald auf dem
§ o e Grundmaterial Aluminium eine
] Legierung (Al/Si, Al/Zn) durch
€0~ Warme und Druck appliziert ist. Auf

den ersten Blick lassen sich durch
blosse Betrachtung die Schichten
40— nicht erkennen, aber die Hersteller

l solcher Schichten mussen neben
der Schichtdicke auch die Migration
einzelner Elemente von der
Oberflache ins Grundmaterial und
umgekehrt analysieren.

2/
B
0
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N
Bild 1 besteht aus einer
4043 Aluminium
Legierung, appliziert auf
dem Grundmaterial,
welches ein 3005
Legierungstyp ist.
Die Dicke der Schicht
betragt 33 pm wie im
aphen und der
G‘ngne{tn\Bild 2 ZU

T

—

——

Aluminiumcladding

Mass Concl) [26
|

Tiefe Si Mg Mn Zn Cu

[um] | Al [%] | [%] [%0] [%0] [70] [%]
6 92,1 | 7,846 | 0,016 | 0,042 | 0,014 [ 0,002
10,5 | 92,16 | 7,736 | 0,014 | 0,041 | 0,015 | 0,001
33| 93,97 | 6,677 | 0,072 | 0,253 [ 0,016 | 0,043
345 | 94,72 | 5336 | 0,115 | 0,487 | 0,019 0,08
36 | 95,02 | 4,331 0,15 | 0,666 | 0,021 | 0,116
45 | 97,51 | 0,968 | 0,248 | 0,976 | 0,017 | 0,265
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Analyse von Verzinku

* Die Integration o

6]

- [

< e T
Konzentration ¢ /
5 o N /
gegen die Tiefe 3 =
liefert die = / Skalierung
' Fe2100%

Massenbelegung

/ (0)

* Auch andere / grt; 18;)%
Elemente wie Al Al 10%

) oder Pb sind C 100%
. erfasst Sb 1%

20

| Mwlaubt 18

o

viele mo 1
automatlsche ungen, die die Bedienung ausstéfrst™
einfach machen

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Passivierungen bei Zinkschichtenz "
,dinne“ Schichten _ 28

P

§ 90 —

§ e @ 4mm

E 70- 0 1000 |
i hige Si x2
e

2 15mA O x5
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Warmebehandlung

&

Stickstoff

Glimmentladung" ———/

®  Sputterkrater mit 4
und 2,5mm K ohienstoff
. DurChmesser L 1.4 HIE AN Tiafe irn i

Konzentratlon In Gow_-%%

Die Analyse mit Hilfe der GD OES
benostigt keine aufwendige Praparation
. Wie fir das Mikroskop. Gleichzeitig l&sst
Sieh die Verbindungsschicht
lysieren.
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100+
Fe Fe Fe

Fe

©
. D
92

Skalierung
Fe 100%
O 50%
N 10%
C 10%
Mn 1%
Si 5%

[0}
o

N
e :

Massekonz. [%]

60

50;
40
30
| Die
Oxidationsschicht ist
ca. 3um dick, die
' - Nitrierschicht
\‘“\K\K 00 s 10 15 20 25 3 35 ca.l5um
. oc - - ol Tiefe [um]

Die pordse Schicht ist charakterisiert”
iIne hohe Konzentration an
I und'Stickstoff, die Auslaufe
des Stickst legen bel 2% und

nehmen mit zuneh

20

104
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“dicke” Schichten
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Messungen auf nicht flachen£roben

Gewichtsprozent [%]

— Standardadapter fur
flache oder
zylindrische Proben

— Kunden-spezifische
Adapter

. — Nichtleitende
| Oberflachen jetzt
auehhmessbar durch
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RF USU — Messen selbst kleinster
Proben
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Adapter flr Drahte in der
Universalmess

e Einfacher Probenwechsel

* Definierte
Probenpraparation

e Unterschiedliche
Probendurchmesser
moglich
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-§4’° E Durchmesser 1mm
§3,5 = Cu-beschichtet

& Stahldraht

3,0

P o A S ==

——

T T
80
Time [s] il
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Mass Conc.

C (100%)
H (1%)

Depth [um]
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A
100

Mass Conc. [%]
O
<

80

1mm Anode

Titannitrit auf WCo-Legierung

W (100%)
Co (100%)
Ti (100%) 0
N (100%) | W w
Co
i
| ‘ I I I
30
Depth [um]
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Halbleiter mit GD OES
“diinne” Schichten, il

‘ N 1(1)5 100rmGaNLayer an A28
S Halbleiterschicht
G f (GaN)
o & o sionbarries An der Oberflache
g o eine Anreicherung
g | von Mg von wenigen
U o nm. Die maximale
1 N " Mg-Konzentration
507 Ay A A ASWABDIA AL Aranii betragt 250ppm.
4)7
\Q 0|
.
A
e / : \ M
06 I — e e —mgﬁ/\ —‘%;‘\;ij L — ___._._—-—-‘“"'H__-'
Tiefe g
Tielefrrrj f
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Beispiele fur die RF-GD.O!

100

©
o
\
3

K\

Weight conc. [%]
~ oo
o o
| |

o}
oS
\

mit ca 3nm pro Schicht
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Wirtschaftlichkeit

Analysengerit | Anschaffungskosten | Verbrauchsmittel- | Personal
onat
GDOE ,—€ Ca.150€ Laborant/
Ingenieur
REM/EDX 250.000,-€ Ca.250€ Laborant/
Ingenieur
Auger 500.000,-€ Ca.3.000,-€ Ingenieur/Doktor
SIMS 500.000,-€ Ca.3.000,-€ Ingenieur/Doktor
. 500.000,-€ Ca.3.000,-€ Ingenieur/Doktor

Nicht beruc

Reparatur. Ein Se

15.000,-€/Jahr.

—

tigt"\'/Vé“rden hier die zusatzlichen Kosten fur Wartung und
ieeyertrag fur ein AUGER-Spektrometer kostet z.B.
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Warum GD OES?
Zusamm sung

ISt ein eindrucksvolles analytisches Werkzeug flr
die Tiefenprofilanalyse sowie die Materialanalyse von
Festkdrpern in einem Gerat, einfach und ohne grof3e
Probenpraparation

Alle gangigen Matrices lassen sich ohne Umbau einfach
analysieren

Jedes Gerat wird kundenspezifisch angepasst
Die Analysenzeit ist geringer als bel anderen Verfahren

Viele Ergebnisse (Schichtdicke, Schichtzusammensetzung
etc.) mit einer Messung maoglich

Geringer Verbrauch (Ar<0.5l/min) = Geringe Betriebskosten

e Einfache Bedienung. Die GDAs werden haufig in Laboren
in der Produktion verwendet

rvorragendes Preis-Leistungsverhaltnis







